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OZET

Yiiksek 1stya dayanimli olan nikel esasli alasimlardan yapilmis kaynak dikislerinin
ultrasonik testinde karsilagilan en 6nemli sorun, kaynak metalinin tane yapisindan ve bununla
baglantili olarak tanelerin kristalografik yonlenmesindeki degisimlerden ileri gelmektedir.
Kaynak metalinin katilagmasi sirasinda olusan dallanmis kristaller, iri taneler ve anizotropi,
ultrasonik dalgalarin sagilmasina ve yon degistirmesine neden olmaktadir. Bu da, hatalarin
dedekte edilebilmesini, hata belirtilerinin metalurjik yap1 belirtilerinden ayirt edilebilmesini ve
hata yerlerinin dogru olarak belirlenmesini zorlagtirmaktadir. Ayrica, nikel ve krom
elementlerinin yiiksek sogurma etkisi, ultrasonik dalgalar1 biiyiik oranda zayiflatmaktadir.

Bu calismada, niikleer gii¢ reaktorlerinde kullanilan ve yiiksek sicaklik dayanimi
ozelligine sahip Nimonic 86 ve Inconel 617 nikel esasli malzemeden yapilmis kaynak
dikislerinin ultrasonik yontemle test edilebilirligi aragtirllmistir. Bu amagla, kaynak metali i¢ine
farkli derinliklerde acilan silindirik delik ve yiizeye agilan ¢entik tipindeki yapay hatalarin
dedekte edilebilirlikleri, tek ve ¢ift kristalli boyuna dalga acili problarla dl¢tilmiistiir. Dedekte
edilebilirligin 6l¢iisii olarak yapay reflektorlerden tespit edilen sinyal/giiriiltii oranlari
kaydedilmistir. Elde edilen bulgular hata konumuna ve test frekansina gore degerlendirilmistir.

1.GIRiS

Nikel esasli Nimonic 86 (70Ni-20Cr-5Fe-2Co-2Ti-1Al) ve Inconel 617 (56Ni-22Cr-
12Co-9Mo-1Al), nikelin korozyon direnci ve dayanimini kromun yiiksek sicaklik
oksitlenmesine karsi1 gosterdigi direng ile birlestiren yiiksek sicakliga ve karbiirlesmeye karsi
dayanikli malzemelerdir [1-3]. Dokiim ve dovme olarak iiretilen bu malzemeler, 1s1l islem
ekipmanlarinda, firin pargalarinda, karbonlama, nitriirleme, siyaniirleme tanklar1 ve 1800 °F
sicakliga kadar dayanabilen diger bir¢ok ekipmanlar igin kullanilmaktadir [1] . Yiiksek sicaklik
dayanimi o6zelliklerinden dolayr bu malzemeler, gaz sogutmali yiiksek sicaklik reaktorlerinde
(HTR), sicak gaz iletim borular1, helyum/helyum 1s1 degistiricisi, gaz gidericilerin 1s1 degistirici
yiizeyleri, kontrol ¢ubugu, v.b. komponentlerin iiretiminde kullanilmaktadir [4,5]. Yiiksek
sicaklik reaktorleri i¢in yiiksek sicaklifa dayanikli malzeme se¢iminde, bir¢cok etkene karsi
dayanim gosterebilme 0Ozelliginin yanisira, klasik ve ileri tahribatsiz test teknikleri ile test
edilebilirligin de biiyiik 6nemi vardir. Zira, reaktorlerin kurulmasi, isletilmesi ve periyodik
bakimlar1 sirasinda bu malzemelerden yapilmis olan komponentlerin test edilmesi
gerekmektedir. Bu galismada bu nedenle nikel esasli alasim olan Nimonic 86 ve Inconel 617
malzemelerinden hazirlanan kaynak dikislerinin ultrasonik yontemle test edilebilirlikleri
arastirilmastir.

Ostenitik malzemelerde oldugu gibi nikel esasli malzemelerin kaynak dikislerinin
ultrasonik testinde de biiylik zorluklarla karsilagilmaktadir. Kaynak metalinin katilagsmasi
sirasinda olusan dendritik kristaller, kaba taneli yap1 ve anizotropi ultrasonik dalgalarin biiyiik
Olclide zayiflamasina ve yon degistirmesine neden olmaktadir. Dolayisiyla, kii¢iik boyutlu



hatalardan algilanan belirtilerin, malzemenin yapisindan kaynaklanan belirtilerden ayirt
edilmesi zorlagmaktadir. Bu problemler, kisa darbeli ve boyuna dalga ag¢ili demetler yayan, tek
ve ¢ift kristalli problar kullanilarak 6nemli 6l¢iide ¢oziilmiistiir [6,7].

2. TEST ORNEKLERI

Dort adet Nimonic 86 ve 3 adet Inconel 617 olmak {izere 7 adet kaynak dikisli test
ornegi hazirlanmistir.  120mmx220mmx25mm boyutlarinda hazirlanan 6rnekler MIG
yontemiyle kaynak edilmistir. Malzemenin test edilebilirliginin bir Sl¢iisii olan sinyal/giiriilti
(S/G) oranim1 belirlemek amaciyla, parcalara silindirik delik ve centik seklinde yapay test
hatalar1 agilmistir. Test hatalarinin boyutu ve derinligi KTA 3201.3’e gore secilmistir [8]. Buna
gore, cidar kalinlig1 (t) 20mm<t<40mm arasinda ise, acilacak silindirik deliklerin ¢ap1 3 mm ve
kaynak eksinine paralel, 6n ve arka yiizeylerden 5 mm derinde ve delikler aras1 derinlik
farkinm t/2-5 mm olmas1 gerekmektedir. Orneklerin kalinliklarinin 25 mm oldugu géz oniine
alindiginda, delikler 5 mm, 12,5 mm ve 20 mm derinliklerde agilmistir. Delik uzunlugu kaynak
uzunlugunun 1/3’1 olarak alinmigtir. Kaynakli pargalarin her iki ucundan delik acildigi goz
Oniline alindiginda, kaynagin orta bolgesinde kalan diger 1/3’lik kismi kiyaslama amaciyla
yapidan gelen sacilma belirtilerini, yani S/G oranini 6lgmek i¢in kullanilmistir. Delik
yankilarinin birbiriyle girisim yapmasini 6nlemek icin kaynak orneklerinin her ucuna sadece
bir tane delik ac¢ilmistir.

Her malzeme tipi i¢in, 0.5 mm genisliginde, 1 mm derinlikte ve 1/3 kaynak
uzunlugunda (yaklasik 40 mm) ve biri kaynak ortasina digeri de kaynak-ana metal sinirina
olmak {izere 2 tane g¢entik acilmistir. Boylece, toplam 7 test 6rnegine (4 adet Nimonic 86, 3
adet Inconel 617) toplam 14 adet yapay test hatasi agilmigtir. Test hatalar1 ve konumlar1 toplu
olarak Tablo 1’de verilmistir. Nimonic 86’dan hazirlanan test parcalar1 Sekil 1°de, Inconel
617’den hazirlanan test pargalar1 Sekil 2°de gosterilmistir.

Test oOrnekleri kaynak islemi sirasinda carpildigindan taslama sirasinda yiizeylerde
kademeler olusmustur.

TABLO 1. Yapay test hatalar1 ve konumlari
(KO:Kaynak Ortasi, KK:Kaynak Kenar1)

d derinliginde hata no

Malzeme Hata konumu

Hata Silindirik delikler Centikler
d (mm) 5 12.5 20 1
Nimonic 86 KO 3,5,6 1 - 11
KK - - 2,4 12
Inconel 617 KO 7 9 - 13
KK 8 10 - 14
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Sekil 1. Nimonic 86 test parcalar1 ve test hatalari



+ X

S
+X .
z No.8 « l
—_— +X
-
INO.S
¥4
«X
B —
Z I'
- WX
; N
I_ "No.13
X

No.14

| ?
H

Sekil 2. Inconel 617 test pargalar1 ve test hatalari

3. TEST CiHAZI VE PROBLAR

Ultrasonik cihaz olarak Krautkraemer marka, USIP 11 model cihaz kullanilmistir.
Krautkraemer firmasi tarafindan, 6zellikle kaba taneli malzemelerin ultrasonik testi ig¢in
gelistirilen yliksek soniimlemeli, tek ve ¢ift kristalli boyuna dalga acili problar kullanilmstir.
Kullanilan problar ve bazi teknik 6zellikleri Tablo 2’de verilmistir.



TABLO 2. Problar

Tip Kod Frekans (MHz) | A¢1(°) | Kristal boyutu | Hassasiyet
(mm) bolgesi (mm)

Boyuna dalga | WRY45 1.5 45 $24 10-140

tek kristal WRY60 1.5 60 h24 10-120
WRY70 1.5 70 h24 25-80

Boyuna dalga | WSY45 4.0 45 $10 4-800

tek kristal WSY60 4.0 60 $10 6-500
WSY70 4.0 70 $10 6-350

Boyuna dalga | VRY45 1.8 45 10x22 21-150

cift kristal VRY60 1.8 60 10x22 20-120
VRY70 1.8 70 10x22 15-100

Boyuna dalga | VSY45 4.0 45 5x10 3-40

cift kristal VSY60 4.0 60 5x10 3-40
VSY70 4.0 70 5x10 4-35

4. TEST SONUCLARI

Test Orneklerinde kaynak islemi sirasinda
metali fazlaliklarinin temizlenmesi ve taslama

YN

carpilma meydana geldiginden, kaynak
islemlerinden dolay1 test yiizeylerinde
kademeler olugmustur. Dolayisiyla, test hatalarina yarim sekme mesafesinde teorik olarak
diistiniilen 4 ayr1 konumdan ulagsmak miimkiin olmamastir.

Sinyal/Giiriiltii (S/G) orani, test hatalarindan alinan yanki sinyali ve bu sinyal ile ayni
ekran konumundaki giiriiltii sinyallerinin %80 ekran yiiksekligine getirilmesiyle, aralarindaki
giic farkindan tespit edilmistir. Sekil 3, S/G oraninin 6l¢iimiinii sematik olarak gostermektedir.
Olgiimlerin tekrar edilebilirligi +2 dB’dir. Delik ve gentik yansiticilardan elde edilen sonuclar
ayr1 ayr1 degerlendirilmistir.

SIG=V2 - V1

%080

sl

Sekil 3. S/G oranini 6lgiilmesi

%080




Nimonic 86 malzemenin test drnekleri iizerinde yapilan 6l¢timler Tablo 3, Tablo 4 ve

Tablo 5’de verilmistir.

TABLO 3. Nimonic 86 kaynagindaki silindirik deliklerden alinan 6l¢timler (tek kristal)

(0: olgiilemedi, x: tagslama kademesinden dolay1 engellendi, -: uygulanmadi)

Hata Tarama Tek kristal boyuna dalga problar
yoni
Derinlik | Konum |No WRY45 |WRY60 |WRY70 |WSY45 |WSY60 |WSY70
+X
Voo | SIG | Vugo | SIG | Vuugo | SIG | Vugo | SIG | Viego | S/IG | Viugo | SIG
dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |[dB |dB
KK (2 |+ 46 |8 57 |20 |66 |16 |54 |26 |59 |24 |64 |20
4 |- 0 59 22 |X 50 |20 |48 |26 |X
5 3 |+ 56 |12 |59 |22 |58 |20 |56 (24 |56 |18 |66 |15
3 |- 50 |18 |60 |24 |59 |22x |53 (26 |56 |24 |68 |22
KO |5 + X X X X X X
5 |- 0 56 |20 |54 |20 |51 |28 |54 |18 |64 |16
6 + X X X X X X
6 |- 0 57 |27 |54 |26 |50 |34 |53 |24 |62 |20
KK |2 - X X X 56 |20 |X X
4 |+ 0 62 |16 |62 |20 |51 |20 |56 |24 |68 |17
1 |+ 51 |36 |62 |28 |64 |24 |62 |20 |61 |28 |77 |14
12.5 KO |1 - X X X X X X
1 |+ 49 |32 |63 |22 |64 |20 |57 |28 |62 |20 |73 |20
1 |- 48 |38 |64 |22 |65 |22 |56 |32 |59 |26 |73 |16
KK (2 |+ 49 |38 |63 |28 |- 62 |24 |68 |22 |-
4 |- 48 |32 |64 |23 |- 62 |22 |69 |22 |-
3 |+ 50 |32 |64 |26 |- 63 (24 |70 |18 |-
3 - X X - 64 |26 |X -
20 KO |5 + X X - X X -
5 |- 52 |25 |66 |22 |- 65 |18 |67 |21 |-
6 + X X - X X -
6 |- 52 |26 |68 |20 |- 68 |16 |67 |22 |-
KK |2 |- 56 |20 |68 |22 |- 68 |18 |68 |18 |-
4 |+ 52 124 168 |22 |- 67 118 |70 (20 |-




TABLO 4. Nimonic 86 kaynagindaki silindirik deliklerden alinan 6l¢timler (gift kristal)
(0: olgiilemedi, x: taglama kademesinden dolay1 engellendi, -: uygulanmadi)

Hata Tarama Cift kristal boyuna dalga problar
yoni
Derinlik | Konum | No VRY45 |VRY60 |VRY70 |VSY45 |VSY60 |VSY70
+X
Vugo | SIG | Vuso | SIG | Vuso | SIG | Vuso | SIG | Vuso | SIG | Vugo | SIG
dB dB |dB |dB |dB |dB |(dB |(dB |dB |dB |dB |dB
KK (2 |+ 68 (15 (70 |22 |73 |18 |63 |30 |58 (25 |64 |19
4 - 0 X X 64 (28 |56 (24 |Xx
3 |+ 72 |12 |70 |24 |69 |24 |66 (22 |57 |24 |67 |13
3 |- 70 (12 |70 |24 |68 |20 |62 |26 |58 |18 |70 |16
5 KO (5 |+ X X X X X X
5 |- 0 70 |22 |70 |28 |69 |12 |61 |18 |70 |16
6 + X X X X X X
6 |- 0 71 |22 |71 |20 |0 60 |15 |65 (20
KK |2 - X X X 66 |26 |X X
4 |+ 0 75 |9 73 |20 |64 |28 |64 |12 |74 |13
1 |+ 60 |23 |66 |24 |70 |15 |63 (26 |56 |28 |74 |12
12.5 KO |1 - X X X X X X
1 |+ 62 |20 |65 |26 |71 |22 |56 (30 (56 |24 |74 |9
1 |- 61 (22 |72 |16x |68 |21 |55 |32 |56 (30 |73 |16
KK |2 |+ 56 (30 (63 |28 |- 58 |32 |62 |20 |-
4 |- 55 (28 (62 |[22X |- 60 |32 |65 |22 |-
3 |+ 54 |28 |60 |28 |- 60 |28 |60 |23 |-
3 - X X - 66 (24 |X -
20 KO |5 + X X - X X -
5 |- 60 (20 (60 (22 |- 63 |22 |59 |23 |-
6 + X X - X X -
6 |- 58 (22 (64 |26 |- 64 |20 |60 |22 |-
KK |2 |- 63 |22 |69 |24 |- 64 |18 |65 |18 |-
4 |+ 58 120 |62 126 |- 66 116 |65 [20 |-

5 mm derinlikteki delik, WRY45 probunun hassasiyet bolgesinin dis sinirina uzak
oldugundan algilanan sinyaller zayif, dolayisiyla S/G orani nispeten diisiik olmustur. 12.5 mm
ve 20 mm derinlikteki deliklerden daha kuvvetli yanki sinyalleri alinmigtir (20dB< S/G<38dB).
Benzer durum WRY60 probunda da séz konusudur, ancak 5 mm derinlikteki ve diger
deliklerden yeterli 6l¢iide yank: sinyalleri alinmistir. WRY70 probu sadece 5 mm ve 12.5 mm
derinlikteki deliklerin testinde kullanilmistir. Diisiik frekansli olan 70° probun yan demetleri
malzemenin kars1 ylizeyine oldukga bliylik agilarda geldiginden, enine dalga doniismesi sonucu
arka ylizeye yakin bolgelerin testi imkansiz hale gelmistir. 5 mm ve 12.5 mm derinlikteki
delikler 16dB<S/G<26dB arasinda kaydedilmistir.

5 mm derinlikteki delik WSY45 probunun hassasiyet bolgesine girdiginden, algilanmasi
daha iyi olmustur. Yiksek frekanslt WSY problarinda sagilma daha yiiksek oldugundan, daha
derinde bulunan diger yansiticilar daha diisiik bir S/G orani ile kaydedilmistir. WSY60 probu
ile tim delikler algilanmig, ancak WRY60 probuna gore S/G oraninda Onemli bir fark
gozlenmemistir. WSY70 probu, 5 mm ve 12.5 mm derinlikteki tiim delikleri algilamis, yiiksek
frekanstan dolay1 S/G orant WRY70’e gore biraz daha diigiik olmustur.




Cift kristalli problarla tek kristallilerdekine benzer sonuglar elde edilmistir. 45° acili
problarda (VRY45, VSY45), deliklerin hassasiyet bolgesi sinirina yakin olmasindan dolay1
algilanmalarinda kisitlama olmus, 60° acili problarla (VRY60, VSY60) biitiin delikler
kaydedilmis ve 70° a¢ili problarda (VRY70, VSY70) enine dalga doniisiimiinden dolay:1 arka
yiizeye yakin deliklerin kaydedilmesinde kisitlamalar olmustur. Yiksek frekansli 70° acili
probla olgiilen S/G oraninda diisiik frekansli 70° acil1 proba gore onemli bir diisiis olmustur.

Tablo 5°de Nimonic 86’daki ¢entiklerden elde edilen sonuglar goriilmektedir. Bu test
orneklerinde 70° problar kullanilmamistir. Parganin geometrisinden dolay1 her c¢entik tek bir
yonden gonderilen demetlerle algilanmistir. 45° yiiksek frekansli, tek ve ¢ift kristalli problarla
(WSY45, VSY45) centikler iyi bir S/G oran1 (12dB) ile kaydedilmistir. Yiiksek frekansli 60°
prob (VSY60) ile, iki ¢entikten sadece bir tanesi kaydedilmistir. Centikler, diisiik frekanslh 45°
problarla (WRY45, VRY45) yiksek frekanshilarima gore daha diisik S/G oram ile
kaydedilmistir. Diger biitiin problarla ¢entikler algilanamamustir.

TABLO 5. Nimonic 86 kaynagindaki ¢entiklerden alinan dlgiimler
(0: olgiilemedi)

Yansitici Tarama | Boyuna dalga tek kristal Boyuna dalga ¢ift kristal
Yonu
i x WRY45 WSY45 VRY45 | VSY45 | VSY60
Konum| No Voigo | SIG |Vuwso | SIG | Vuwso | SIG | Vauego | SIG | Vasgo | SIG
dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB |dB
KO |11 - 68 |8 |70 12 |0 0 |68 (12 |74 |18
KK |12 - 62 |9 |70 11 |68 |13 |67 |12 |0 0

Tablo 6 ve Tablo 7’de Inconel 617 malzemenin kaynak orneklerindeki silindirik
deliklerden elde edilen dl¢iimler goriilmektedir. WRY45 ve WRY60 problar ile geometrik
olarak ulasilabilen biitiin yansiticilar iyi bir S/G orani ile kaydedilmistir. WRY70 probu ile,
hassasiyet bolgesinden dolay1 bazi delikler ve arka ylizeye yakin delikler kaydedilememistir.

Yiiksek frekanslt WSY45 probu ile geometrik olarak ulasilabilen tiim delikler, biraz
daha disik S/G oramiyla da olsa kaydedilmistir (WRY45: 15dB<S/G<30dB, WSY45:
12dB<S/G<20dB). WSY60 probu ile 20 mm derinlikteki iki delik kaydedilememistir. WSY70
probu ile, demet agist ve uzun ses yolundan dolayr 12.5 mm ve 20 mm derinlikteki delikler
malzemeden gelen yiiksek sacilma nedeniyle algilanamamistir. Bu probla 5 mm derinlikteki
delikler bile 71 dB gii¢ rezervi ile algilanabilmistir.

Cift kristalli VRY ve VSY problari ile elde edilen sonuglar, tek kristalli (WRY, WSY)
problarinki ile karsilastirilabilir niteliktedir. VRY45, VRY60, VRY70 ve VSY45 ile oldukga
iyl S/G oranlar1 elde edilmistir. VRY70 probunun hassasiyet bolgesi WRY70’e gore daha
uygun oldugundan, daha fazla yansitici algilanabilmistir. VSY60 ile, WSY60 ve WSY70
problarima benzer sekilde, ses yolu mesafesi ve sacilma sebebiyle sadece 5 mm derinlikteki
yansiticilar kaydedilebilmistir. Buna karsilik VSY70 ile hig¢ biri algilanamamustir.



TABLO 6. Inconel 617 kaynagindaki silindirik deliklerden alinan 6l¢timler (tek kristal)
(0: o6lgiilemedi, x: taglama kademesinden dolay1 engellendi, -: uygulanmadi)

Hata Tarama Tek kristal boyuna dalga problar
yoni
Derinlik | Konum | No WRY45 |WRY60 |[WRY70 |WSY45 [WSY60 |WSY70
+X
Vugo | S/IG | Vuso | SIG | Vugo | SIG | Vg | SIG | Voego | SIG | Vugo | SIG
dB |dB |dB |dB |(dB |(dB |dB |dB |(dB |(dB |dB |dB
KK |8 |+ X 64 |11x |58 |[14x |52 |20 |56 |18x |71 |8x
KO |7 |+ X 59 (20 |59 |22x |52 |24 |56 |20 |x
5 7 |- 52 |16 |62 |12x |62 |[18x |52 |20 |58 |18x |72 |14x
KK |8 |- 53 |15 |61 |18x |59 |[24x |52 |24 |55 |22x |X
KK {10 |- X X X X X X
10 |- X X X X X 0
9 |+ 52 |28 (68 |19 |74 |8 |68 |18 |71 |12 |0
125 KO (9 - X X X 65 (14 |x X
9 |+ 55 |22 (68 |20 |0 68 |16 |77 |9 |0
9 - X X X X X 0
KK |10 |+ 52 |30 (67 |18 |0 64 |16 |74 |12 |0
10 |+ 54 |24 |68 |18 |0 64 |18 |74 |11 |0
KK |8 |+ X X - X X -
KO |7 |+ X X - X X -
20 7 |- 54 |28 |73 |14 |- 76 |12 |0 -
KK |8 |- 56 |23 |73 |18 |- 75 |12 |0 -
TABLO 7 Inconel 617 kaynagindaki silindirik deliklerden alinan dl¢timler (¢ift kristal)
(0: olgiilemedi, x: taglama kademesinden dolay1 engellendi, -: uygulanmadi)
Hata Tarama Cift kristal boyuna dalga problar
yonu
Derinlik | Konum | No VRY45 |VRY60 |VRY70 |VSY45 |VSY60 |VSY70
+X
Vougo | S/IG | Vugo | SIG | Vego | SIG | Viego | SIG | Vo | SIG | Vg | SIG
dB |dB |dB |dB |(dB |(dB |dB |dB |(dB |(dB |dB |dB
KK |8 + X 80 |12x |74 |16x |66 |22 |67 |13x |X
KO |7 + X 74 |24 |73 |18x |65 (20 |58 |14 |x
5 7 - X 74 |18x |74 |14x (66 |20 |62 |13x (X
KK |8 - X 76 |18x |75 |14x (67 |20 |62 |10x |X
KK |10 - X X X X X X
10 - X X X X X 0
9 + 63 |24 (68 |24 |75 |12 |65 |18 |0 0
12.5 KO |9 - X X X 65 (14 |x X
9 + 64 |20 (70 |20 |74 |11x |70 |14 |0 0
9 - X X X X X 0
KK |10 + 62 |17 (68 |24 |78 |9 |63 |18 |0 0
10 + 62 |22 (58 |20 |75 |10x |64 |12 |0 0
KK |8 + X X - X X -
20 KO |7 + X X - X X -
7 - 60 |24 |71 |16 |- 74 112 |0 -
KK |8 - 60 |26 |72 |11 |- 76 |6 0 -




Inconel 617°deki ¢entik yansiticilar sadece diisiik frekansli WRY45 ve VRY45 problari
ile algilanabilmistir. Ancak Tablo 8’den goriilecegi gibi S/G orani diisiikk olmustur. Centikler
yarim sekme adimi1 mesafesinden algilandiklarindan, sagilmanin yiiksek oldugu bu malzemede
60° ve 70° acgilarda algilama yetersiz kalmstir.

TABLO 8. Inconel kaynagindaki ¢entiklerden alinan 6lgiimler
(0: 6lgiilemedi)

Hata Tarama Tek kristal Cift kristal
yonii WRY45 VRY45
+ X Vo0 SIG Vg0 SIG
dB dB dB dB
Konum No
KO 13 + 68 12 70 10
KK 14 + 68 9 72 6
5. YORUM

Yiiksek 1siya dayanikli olan nikel esasli alasimlardan (Nimonic 86 ve Inconel 617)
hazirlanan kaynak dikislerindeki yapay test hatalarinin (3 mm capli 10 adet silindirik delik ve
0.5 mm genislikte, 1 mm derin 4 ¢entik) test edilebilirlikleri, tek ve ¢ift kristalli boyuna dalga
acil1 problarla arastirilmistir. Her iki malzemenin kaynak dikislerindeki biitiin silindirik delikler
ve Nimonic 86’daki centikler iyi bir sinyal/giiriiltii oran1 ile (S/G>12 dB) kaydedilebilmistir.
Inconel 617°deki ¢entikler 6dB<S/G<12dB arasinda bir S/G orani ile algilanabilmistir. Ancak,
yapay hata icermeyen kaynak bolgelerindeki bireysel yap1 belirtilerinin genligi ¢entiklerinki ile
benzer seviyelere yiikselmis, dolayisiyla gilivenilebilir bir g¢entik kaydir saglanamamistir.
Yapilan tiim 6l¢timlerden, prob agisinin ve frekansin etkisi agik olarak goriilmiistiir.
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